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Abstrakt: Budoucí rozvoj oboru nanoelektroniky silně závisí na možnosti vytváření funkčních 

nanostruktur požadovaných fyzikálních a chemických vlastností. Jedním z perspektivních směrů se jeví 

molekulární elektronika využívající konstrukce funkčních nanostruktur na bázi jednotlivých molekul. 

Nicméně rozvoj této oblasti je podmíněn naší schopností hlubšího pochopení procesů vedoucích k 

vytváření takovýchto molekulárních nanostruktur a jejich cílené kontroly.  

Cílem této práce je osvojení si práce s mikroskopem atomárních sil a rastrovacím tunelovacím 

mikroskopem pracujícím ve ultra vysokém vakuu. Bude studována možnost konstrukce komplexních 

molekulárních struktur, jejichž chemické a fyzikální vlastnosti budou studovány pomocí rastrovací 

mikroskopie a komplementárních technik. V rámci práce je také předpokládán další rozvoj techniky 

rastrovacích mikroskopů. 
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